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Modification 1 & la Publication 60

Septiéme partie:
Plans d'échantillonnage pourconfirmer le taux de défaillance
et la moyenne des temp . ctionnement

dans I'hypg
Article 6 M

L

orapliance test plans for failure rate and mean time
between failures assuming constant failure rate
Clause 6 - Procedures for design and application

of time terminated test plans
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